MIKROSKOP SIEL. ATOMOWYCH (AFM)

Zagadnienia teoretyczne
1. Mikroskopia sit atomowych
2. Struktura krystaliczna ciat statych, ze szczegélnym uwzglednieniem powierzchni
3. Podstawy zjawiska adsorpcji i mechanizmu wzrostu adsorbatu na powierzchni ciat statych

Pomiary
1. Sprawdzi¢ kalibracj¢ mikroskopu za pomoca siatki kalibracyjne;.
2. Zbada¢ powierzchnie probek wskazanych przez prowadzacego.

Opracowanie wynikow

Za pomocg programu do analizy obrazéw AFM, na przyktad WSxM lub Gwyddion:
1. Sprawdzi¢ kalibracje mikroskopu.
2. Opisa¢ powierzchnie zbadanych probek.
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